
 

 

 

         

Projekt  
„Computergestützte Simulation 

mit CST Studio Suite®“ 

  
Thema 
  
Charakterisierung der Einflüsse der Nahfeldsonden a uf das DUT 
 
Fragestellung  
 
Wie beeinflusst die Nahfeldsonde das Device-Under-Test? 
 
Idee  
 
Charakterisierung des Einflusses 
 
Aufgaben  
 
� Überprüfung der Sondenmodelle 
� Modellierung eines einfachen DUTs  
� Charakterisierung der Einflüsse der Sonde 

auf das DUT (Feldverzerrung, Fehlfunktionen, …) 
� Erstellung eines Berichtes 
� Fachvortrag zur Präsentation der Ergebnisse 
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